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Analyzatory s doutnavym vybojem pro objemovou (bulk) a profilovou analyzu




PROFIL FIRMY SPECTRUMA
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vyrobcl analytickych zafizeni. Firma byla zalozena roku
1982. Na$ vysoce odborny tym expertd béhem 35 let
nabyl bohaté zkuSenosti ve vyvoji a vyrobé spektrometrli
s doutnavym vybojem.

NaSe priority spoCivaji jak v zakaznickém servise, tak v
technice a také ve vyrobé pfistroji. SPECTRUMA
v oblasti spektralnii analyzy. neustale zlepSuje spolupraci
se svymi zakazniky a bere je jako rovnocenné partnery.

NaSe firma nastavuje nové standardy na poli instrumentalni analyzy
pomoci neustalé spoluprace se svymi partnery z riznych odvétvi
prumyslu. SPECTRUMA poskytuje pokroilou technologii Made in
Germany a nabizi Sirokou celosvétovou zakaznickou podporu.

Tyto faktory utvofily nasi spolenost nejdulezitym iniciatorem na
trhu. Dale mé& SPECTRUMA vyjime¢né know-how v oblasti jako
je materialové inzenyrstvi, slévarenstvi, tepelné zpracovani,
galvanické pokovovani a povrchové Upravy.

Tyto Uspéchy byly certifikovany dle ISO 9001, podporujici zakaznicky
orientovany vyvoj SPECTRUMY.



GDOE spektrometrie byla pivodné vyvinuta pro objemovou
(bulk) spektrochemickou analyzu riznych kovovych materiall
a jejich slitin.

| kdyZ byls GDOES poprvé navrzena pro oblasti povrchové a
povlakové analyzy, byla v pribéhu let neustale rozvijena a
tyto oblasti byly pfekonany.

Nejpozoruhodnéj$i schopnosti technologie s doutnavym
vybojem je rozliSovat definované povrchové vrstvy zkoumaného
materialu a analyzovat jejich chemickeé slozeni. GDOES je ideal-
ni pro profilovou analyzu koncentraci a povrchovou analyzu v
oblasti analyzy kova.

GDOES

Je mozné sledovat procesy povrchového potahovani a vechny
druhy procesu povrchové Upravy analyzou povrchovych a
blizkych povrchovych ploch o$etfeného materialu.

Pomoci techniky analyzy hloubkového profilu Ize pfesné urcit
tloustku povlaku a chemické sloZeni.

| kdyz je GDOES jednou z nejrychlejSich analytickych metod,
je také velmi oblibenou metodou analyzy materiald, které
byly dfive slozité a Casové nédroéné na analyzu tradiCnimi
metodami.




GDA 550 HR

GDA 550 HR je mimoradné citlivy vysoce vykonny spek-
trometr pro stanoveni chemického slozeni povrchl a
povlakl. S az 79 kanaly analytickych prvkd, vyuzivajicimi
fotonasobice, je spektrometr s dotnavym vybojem GDA
550 HR dokonalym nastrojem pro aplikace vyZadujici
exibilitu, vysoké rozlideni a analytickou pfesnost.

Volitelnd optika CCD s vysokym rozliSenim vyvinuta
spole¢nosti SPECTRUMA rozsifuje analytické schopnosti
GDA 550 HR do novych vysin. Diky jedine¢né funkci
detektoru CCD Ize k libovolné dané metodé pridat
téméF neomezené mnozstvi analytickych CCD kanal(.
To umoznuje rychlé stanoveni slozeni a tloustky tech-
nickych povlaku. VSechny prvky véetné lehkych (H, O,
N a C) Ize urcit kvantitativné.

ALY

PfestoZze je GDA 550 HR primamné ur€en k analyze
povlaki do hloubky 200 pm, s hloubkovym rozliSenim
jednoho nanometru na povrchu a 5% - 10% relativnich v
hlubSich oblastech, je schopen provadét hromadnou
analyzu (chemické sloZeni materiald) poskytuje vynikajici
linearitu kalibracnich kfivek pro sloZité matice. Detekéni
limit mGZe byt az 0,1 ppm.

GDA 550 HR je vybaven nové vyvinutym zdrojem
doutnavého vyboje, ktery umozruje rozpradovani o
prdméru 8 mm az 1 mm. Pouzitim volitelné univerzal-
ni jednotky vzorkd (USU) Ize analyzovat i velmi malé
vzorky a jiné nez ploché vzorky, které nelze normainé
uzaviit tésnicim krouzkem . GDA 550 HR je vhodny
pro v8echny elektricky vodivé matice.



GDA 750 HR

TN

GDA 750 HR obsahuje stejnou sadu funkci jako GDA 550 HR. P¥fistroj je navic vybaven vysokofrekvencnim (RF)
zdrojem buzeni pro analyzu nevodivych materialt. PouZitim této RF lampy je GDA 750 HR nepfekonatelny pfi analyze
izolanich materialu, jako je keramika, sklo a vrstvy barev, pomoci standardni lampy nebo specialné navrzené verze

univerzalni vzorkovaci jednotky. GDA 750 HR je vylepSen nové vyvinutym externim plazmovym zapalovanim, které
umozfiuje extrémné nizké budici podminky a rozSifuje tak rozsah aplikaci pfi analyze materiélu.




Technicka data
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Budici zdroj dovoluje, aby primér anody byl v rozsahu ol e i
mezi 1 az 8 mm pfi dodrzeni optimalni stability WX P s
a reprodukovatelnosti. f =
+ Vysoce vykonné pfimé chlazeni vzorku. Pouziva se —

pro teplotné citlivé vzorky a analyzu velice tenkych
folii. Folie s nerezové oceli s tloustkou okolo 50 mm
mohou byt analyzovany pfimo.

+  Pro nizké limity detekce a extrémné vysoké
rozliSeni se v hloubkové profilové analyze vyuziva
optmaiizovany pifuk argonu.

*  Aby byla dosazena maximalni pfesnost méreni,
pouziva se specialni funkce automatického Cisténi.

* Maximalni tloustka vzorku je 45 mm, minimalni + Viysoké spektralni rozliseni je méné nez 20 pm (FWHM).

tloustka je 0.05 mm. . AL
+  Stejnosmérny zdroj je pIné programovatelny Rozsah vinovy délek je od 119 do 800 nm.

v rozsahu do 1500V a 250 mA. « Usporadani Paschen-Runge s polomérem Rowlandovy
« Jen GDA 750: Volitelné: RF zdroj, piné kruznice 750 mm.

programovatelny do 150 W, sledovani U, |, reélna + Holograficka mfizka se 2400 vrypy/mm.

regulace plazmy, pulzni regulace plazmy. + Jednotl. vystupni §térbiny pfednastavené pro viechny
* Volitelné: Automaticka vzorkovaci jednotka pro prvky

automaticke analyzy az do 100 vzork. « Standardni konfigurace: 63 FN pro soucasné stanoveni

prvkd. 16 FN je pak ve volitelné 400 mm optice. Maximalni
pocet FN je rozsifitelny.

+ Jednoduché cisténi oCek.

+ Optimalizovany vysokonapétovy zdroj pro FN.

+ Automaticky nastavitelna citlivost fotonasobicu.

+ Volitelné: Vysoce vykonny CCD spektrometr se spektralnim
rozsahem od 200 nm do 800 nm. Optické rozliSeni je
min 0.02 nm (FWHM) v zavislosti na konfiguraci.
CCD spektrometr je v provozu souCasné
se 750 mm polychromatorem.

+ Virtualné neomezeny pocet CCD kanald, pro soucasné
méfeni.

+ Volitelné: Monochromator se spektralnim rozsahem az do
1500 nm. Mohou byt instalovany az 3 rGizné mfizky, které
jsou individualné volitelné za provozu.
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Technicka data

\Vakuovy systém - GDA 750 HR

¢ Jedna rotaCni lopatkova vyvéva pro komoru optiky.

Jedna sucha vyvéva pro GDS zdroj a vyvarovani C-H
kontaminace od pumpy samotné

e VeSkery rozvod celého systému je z nerezové oceli
Systém je nepostradatelny pro analyzu stopovych

prvkd, zvlasté pro dusik.

e Volitelné: turbo molekularni pumpa pro optiku pro
kompletni bezolejovy systém, rychlou evakuaci a

Vakovy systém - GDA 550 HR nejlepSi odplynéni GDS zdroje

Dvé rotacni lopatkové pumpy: jedna pro optiku a jedna pro GDS zdroj

Veskery rozvod celého systému je z nerezové oceli
Systém je nepostradatelny pro analyzu stopovych
prvku, zvlasté pro dusik.

Bezpecnostni ventil uvnitf vyvévy znemoznuje stav nechténé ventilace v pfipa

Volitelné:

Turbo molekulari pumpa pro optiku pro
kompletni bezolejovy systém, rychlou evakuaci a
nejlepsi odplynéni GDS zdroje

Rotacni lopatkova pumpa muze byt nahrazena suchou vyvévou pro vyvarovani C-H
kontaminace od pumpy samotné




Volitelne

Prepravni nadoba na vzorek

*  Pro analyzu vzorku citlivych na vzduch, je vzorek bezpeéné
umistén do komory, kde neni ovlivnény atmosférickymi plyny
*+  Zadny kontakt se vzduchem béhem celé pfipravy
a Casu méfeni
+  Po méfeni se vzorek stale miize nechat v nadobé,
pokud se nesmi nechat vystavit vzduchu

USU - Univerzalni jednotka vzorku

*  Pro analyzu geometricky
komplikovanych a malych vzork

* Analyza kuIatE;/ch | zakfivenych vzorkd
jako trubky a kulicky

*  Analyza porovitych vzorku




Volitelneé

Hloubkovy méfici systém (DMS)

Konfokalni chromaticky princip méfeni umoZriuje vysoce pfesné méfeni
vzdalenosti na difuznim i zrcadlovém povrchu

Je navrzen pro vysokou presnost, bezkontaktni méfeni

vzdalenosti a polohy posunuti, proti jakémukoli povrchu, jako je:

pevny, prihledny, lestény zrcadlové plochy a malo reflexni povrchy

MéfFici rozsah mUze byt do 2000 pm s rozliSenim 1 nanometru
¢ocCka se pouziva pro zaméfeni bilého svétla doprostred
meéficiho bodu

Modra ¢ast bilého svétla se zaméfuje blize k Cocce

na opacné strané Cerveného svétla, které je dale od Cocky
Jen velice zaméfena z kazdé barev je odrazena zpét

na senzor a proto maze byt stanovena hloubka krateru
Méfeni se provadi nepretrzité béhem rozpraSovani vzorku

a proto je mozné méfeni do hloubky /
U této techniky Spectrumy neni nutny Zadny \
jiny poZadavek na geometrii vzorku ‘

\ red focus
blue focus

lens

white light

Molekularni databazee

PLASUS SpecLine je nejsilng;jsi

softwarovy nastroj pro vyhodnoceni vasich spektralnich dat.
. ) Diky celosvétové jedinecné databaze atomd a molekul

' je identifikace Cary rychla a snadna
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aflrs ol 302 SifSkeon) ¢ |dentifikace atomd, molekul a jejich

iontd pomoci pfiloZzené databaze je taky mozné

e Data Ize porovnavat a prekryvat v nékolika
spekter - dokonce s riznymi formaty soubort

e Automatické vyhledavani piku je povoleno prostfednictvim
vyhledavaciho algoritmu
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e Kdispozici jsou dany a molekuly (AMS)
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Software

WIinGDOES Software

Operacni systém: +  Analyza hloubky profild. Moznost zobrazeni vysledku:
+ Koncentrace vs. hloubka
e Software s Windows 10 Professional + Bulk koncentrace v definovanych hloubkéch
e 8GBRAM ¢ Vaha povlaku (g/m2) individuélnich nebo vSech
e Hard disk 256 GB SSD prvku v definovanych rozsazich hloubky
e Full HD-Display +  Pomér rozpraSovani (ug/Ws) vs. hloubka
. ¢ Hustota (g/cm3) vs. hloubka

Viastnosti +  Soucasna prezentace nékolika hloubkovych profildi pro
e Modul bulk analjzy (cely porovnani
e Automatické ulozeni vysledk pro statistické vyhodnoceni
e \/ysledky uloZené v databazi
e Filtrexport pro pfenos dat do ostatnich programi
e Software v angli¢ting, némciné a Cestiné

o WinGDOES il II'
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APLIKACE

Termochemické zpracovani

Stanoveni tloustky vrstvy a koncentraéniho profilu
vSech prvku s respektem k hloubce. Kvantitativni nebo
kvalitativni kontaminace povrchu, vméstky, fazové
pomeéry

Povlaky

Kompletni charakteristika povlakovych vrstev s respek-
tem k chemickému sloZeni, tloustky a distribuci prvkd.
Analyza nevodivych povlakd, jako jsou laky a natéry

s volitelnym RF zdrojem.

Tvrdopovlaky

Viyvoj separace vrstvy muze byt stanoven pomoci rychlé
analyzy chemického slozeni.

Ostatni dllezité materialové aspekty jako je hloubkova
penetrace procesl zpracovani.

"depth (um)

Tenky film solarnich clanku f= ==z FA——"—

Stanoveni distribuce prvki v povlaku tenkych
film{ solarnich ¢lankd, jako je Cu (In,Ga) Se

Chemické slozeni

Pfesné stanoveni chemického sloZeni materialu
Vlysoce reprodukovatelné analyzy.

Analyza krat$i nez 60 s.

Stanoveni vSech prvki od H po U v rozsahu od 100 %
po Uroven ppm.
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\ SPECTRUMA

ANALYTIK GMBH

SPECTRUMA ANALYTIK GMBH
Fabrikzeile 21 E E
D-95028 Hof

Tel.: +49 (0) 9281 83308 0 .

Fax: +49 (0) 9281 83308 28
www.spectruma.de E .



